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摘要(译)

一种用于超声的光学检测的设备，包括一个或多个光学谐振器（OR_ 
200），一个或多个光学无源解调干涉仪（OPDI_ 22）以及一个或多个
各自的电光读出器 电路（EORC- 24）。 一个或多个光谐振器（OR）被
配置为调制指示撞击在其上的US波的光信号的相应载波频率。 一个或多
个OPDI被实现在一个或多个光子集成电路（PIC）中，其中每个OPDI被
配置为解调由相应的OR输出的光信号，从而生成相应的强度调制的光信
号。 每个OPDI都包括一个具有不平衡臂（323, 325）的干涉仪（32），
这些干涉仪可以使用光学混合器（34）重新组合。 一个或多个相应的
EORC分别被配置为测量由相应的OPDI产生的强度解调的光信号，并输
出相应的电信号。
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